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Osnovne raziskave

Materiali s posebnimi
elektricnimi lastnostmi
=

+ steklo-kerami¢ni materiali s )3
pripravljeni s tehnologijo
nizkotemperaturne so¢asno
sintrane keramike (LTCC)

% piezoelektricni materiali za
elektronske komponente

Polarizacija

Elektri¢no polje

+¢ podloge v 3D elektronskih modulih & nizkadimenzionalni o

nanomateriali s fotokatalitskim
delovanjem v vidnem obmocdju
za samocistilne premaze in
antibakterijske previeke

** mineralna vlakna za zvocéne in
toplotne izolacije

Aplikativne raziskave
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Nanostrukturni materiali

+«» nanodelci relaksorskega
feroelektrika

“* nanocevke

+»+ tanke plasti mikrovalovnih
dielektrikov

prilagodljivi materiali na osnovi relaksorjev
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¢ nizkotemperaturno so¢asno sintrana
keramika za visokofrekvencne aplikacije

Analizne tehnike

« Opti€na mikroskopija

« Vrsticna elektronska mikroskopija (SEM)

«» Presevna elektronska mikroskopija (TEM)

« Dolocanje krivulje zgos€evanja (Segrevalni mikroskop)
«+ Mikroskop na atomsko silo (AFM)

+ Rentgenska praskovna difrakcija (XRD)
+ Merjenje gostote

« Merjenje elektri¢nih lastnosti

< Termogravimetri¢na analiza (TGA/DTA)
IR spektroskopija




